CARACTERIZACAO DE SUPERFICIE DE NANO COMPOSITOS POR
MEIO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS E REDES NEURAIS NAO
SUPERVISIONADAS. Alan Tavares Miranda (Bolsista de Iniciacdo
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O trabalho objetiva a caracterizacdo de superficie de materiais nano
compositos utilizando redes neurais e técnicas de processamento digital de
imagens. As imagens obtidas através de um Microscopio de Forga Atdmica
(AFM) serdo processadas de forma a melhorar sua qualidade (nitidez, contraste e
etc...) para que se possa segmentar, identificar, classificar as suas regibes e
extrair informacdes Uteis para serem processadas pelo computador e analisadas
atraves de reconhecimento de padrdes. Dentre as informacdes Uteis temos area,
perimetro, orienta¢do, nimero de particulas, maximos € minimos locais etc...

Palavras-chave: 1) Redes Neurais; 2)Processamento de Imagens; 3)Nano
compositos; 4) AFM.



